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As propriedades fisicas e quimicas das moléculas Cq, oferecem um grande potencial para vérias aplicagdes mecanicas e
triboldgicas. Filmes Cg foram produzidos pela técnica de evaporagdo de pd em vacuo em uma temperatura de ~ 450°C. Os filmes,
com espessura de 170 nm (verificado via RBS), foram depositados sobre silicio (111) com uma interface de SiO, de 50 nm. Essas
amostras foram irradiadas com N+ na energia de 170 KeV, com fluéncia variando de 5x10™ & 5x10" ions.cm?. O alcance
projetado (R,) dos ions foi 380 nm. As propriedades nanomecénicas foram estudadas utilizando a técnica de nanoindentagéo.
Foram realizadas medidas de dureza (H), médulo de Young (E) e resisténcia ao desgaste. Nos testes realizados para dureza e
maédulo de Young, as cargas aplicadas sobre as amostras variaram de 0,05 a 16 mN. A comparacéo de H e E, entre os filmes Cg
irradiados e ndo irradiados, foram feitas em uma profundidade de 70 nm; foi observado um aumento na dureza de 0.3 GPa (filme
ndo irradiado) para ~ 15 GPa apos irradiacdo com mais alta fluéncia. Similarmente, 0 mddulo de Young, nas mesmas condicdes,
aumentou de 23 para 170 GPa. Os testes de resisténcia ao risco foram realizados com ponta de penetracdo de diamante
(Berkovich), com uma carga maxima variando de 100 a 2500 N. O coeficiente de atrito dos filmes foi medido através da relacéo
entre forca normal e forga na direcdo oposta ao risco. O coeficiente de atrito para filmes Cqy ndo irradiados é da ordem de 0,22,

enquanto que para os irradiados tém-se valores da ordem 0,1, 0 que mostra um aumento na resisténcia ao desgaste. Esses
resultados sdo discutidos em termos de transferéncia de energia, devido a processos eletronicos e nucleares (PIBIC/CNPQ).
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